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Introduction générale: 
 

Les alliages de Zirconium sont intensivement utilisés comme matériaux structuraux dans 

l'industrie  nucléaire, notamment comme tube de gainage du combustible des réacteurs à eau 

pressurisé. Les tubes et les plaques utilisées sont ainsi en constante sollicitation thermique et 

mécanique. Les paramètres microstructuraux, en particulier  les densités de dislocation et la 

taille des grains sont censés influencer le comportement de déformation de ces alliages une 

fois utilisés dans les réacteurs. Ces tubes et ces plaques sont fabriqués par le processus de 

laminage et de filage, le contrôle de la microstructure dans cette étape intermédiaire est de la 

plus grande importance pour réaliser la métallurgie correcte du matériau [1, 2]. 

Les paramètres microstructuraux de ces alliages peuvent être caractérisés par l'analyse des 

profils de raies de diffraction (XRDLPA, X-ray diffraction line profile analisys), usuellement 

le Microscope Electronique à Transmission (MET) est la plus puissante technique pour 

l'investigation de la microstructure tel que le paramètre de maille, densités de dislocations etc. 

Néanmoins seulement un volume  infime du matériaux est examiner sous MET (100 mμ ) 

dans une couche a la fois et par conséquent n'est pas représentatif de tous le bloc de matière, 

en plus la préparation de l'échantillon pour le MET consomme énormément de temps et peu 

causer quelque changement dans les défauts microstructuraux durant le sectionnement et le 

polissage. Par contre l'analyse des profils de raies de diffraction évalue les paramètre 

microstructuraux de manière statistique, moyennant un volume de 910 mμ . En plus l'analyse 

est beaucoup plus facile, rapide et fiable, et la préparation de l'échantillon ne nécessite que 

peut de temps. La XRDLPA peut être utilisés à l'avenir pour l'analyse de routine des 

paramètres microstructuraux [3]. 

Avec le développement des codes de calcules sur ordinateurs basé sur l'ajustage des 

profils de raies  pour la caractérisation de la microstructure, la XRDLPA est devenus une 

technique énormément puissante et incontournable pour la caractérisation microstructural. 

Ce mémoire est présenté en cinq chapitres, dans le premier on donnera un bref aperçu sur 

la microstructure de l'état déformé; moyens de mise en forme et défaut cristallins, dans le 

second en entamera la théorie de l'analyse des profils des raies en citant  les bases nécessaire 

qui permettrons d'aborder le troisième chapitre consacré aux différentes méthodes utilisées. 

Le quatrième chapitre sera consacré aux technique expérimental, et enfin nous présenterons et 

discuterons les résultats dans le dernier chapitre.     
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